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KARTA OPISU MODULU KSZTALCENIA

Nazwa modutu/przedmiotu Kod

Optyczne systemy pomiarowe 1010212321010227638
Kierunek studiow Profil ksztatcenia Rok / Semestr

(ogdlnoakademicki, praktyczny)

Mechanika i budowa maszyn - studia Il stopnia | ogélnoakademicki 1/2

Sciezka obieralno$ci/specjalnosé Przedmiot oferowany w jezyku: | Kurs (obligatoryjny/obieralny)
Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe polski obieralny
Stopien studiow: Forma studiow (stacjonarna/niestacjonarna)
Il stopien stacjonarna
Godziny Liczba punktéw
Wyktady: 15  Cwiczenia: -  Laboratoria: 15  Projekty/seminaria: - 3
Status przedmiotu w programie studiéw (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogdlnouczelniany, z innego kierunku)
inny ogélnouczelniany
Obszar(y) ksztatcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki Podziat ECTS (liczba i %)
nauki techniczne 3 100%
nauki techniczne 3 100%

Odpowiedzialny za przedmiot / wykltadowca: Odpowiedzialny za przedmiot / wyktadowca:

dr inz. Mirostaw Grzelka dr inz. Radomir Majchrowski

email: mirostaw.grzelka@put.poznan.pl email: radomir.majchrowski@put.poznan.pl
tel. 061 665 35 69 tel. 061 665 35 69

Wydziat Budowy Maszyn i Zarzadzania Wydziat Budowy Maszyn i Zarzadzania

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznan ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznan

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci, kompetencji spotecznych:

. Podstawowa z zakresu metrologii technicznej, rysunku technicznego oraz czesci maszyn
1 Wiedza:
. .. Logicznego myslenia, korzystania z informacji pozyskiwanych z biblioteki i Internetu.
2 Umiejetnosci:
3 Kompetencje | Rozumienie potrzeby uczenia sig i pozyskiwania nowej wiedzy.
spoteczne

Cel przedmiotu:

Zapoznanie sie z mozliwoscig wykorzystania optycznych systeméw pomiarowych do oceny doktadnosci wykonania
elementéw i narzedzi wykorzystywanych w przemysle maszynowym, samochodowym, lotniczym czy przetwoérstwa tworzyw
sztucznych. Pomiary z wykorzystaniem optycznych systemoéw pomiarowych laserowych, swiatta biatego oraz
fotogrametrycznych. Zapoznanie z metodyka pomiaréw réznych pod wzgledem wymiarowym elementéw.

Efekty ksztatcenia i odniesienie do kierunkowych efektéw ksztalcenia

Wiedza:

1. Ma uporzadkowana, podbudowang teoretycznie wiedze ogélng obejmujgcg kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego
kierunku studiow. - [K_W02, K_W03, K_WO04, K_WO05]

2. Ma szczegotowag wiedze w zakresie metrologii i systemdéw pomiarowych obejmujacy istote wspoétrzednosciowej techniki
pomiarowej, budowe i zasady dziatania maszyn wspétrzednosciowych, metodyke pomiaréw wspotrzednosciowych, zasady
dziatania i budowe optycznych systemoéw wspétrzednosciowych. - [K_W11]

Umiejetnosci:

1. Potrafi pozyskiwa¢ informacje z literatury, baz danych oraz innych wtasciwie dobranych zrodet (takze w j. angielskim) w
zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz innych zagadnien inzynierskich i technicznych zgodnych z kierunkiem studiow;
potrafi integrowa¢ uzyskane informacje, dokonywac ich interpretacji, a takze wyciggac wnioski oraz formutowa¢ i uzasadnia¢
opinie. - [K_U01]

2. Potrafi okresli¢ kierunki dalszego uczenia sie i zrealizowa¢ proces samoksztatcenia. - [K_U04]

3. Potrafi formutowac i testowac hipotezy zwigzane z problemami inzynierskimi i prostymi problemami badawczymi. -
[K_U07, K_U08]

Kompetencje spoteczne:

1. Ma swiadomos¢ waznosci i rozumienia pozatechnicznych aspektéw i skutkow dziatalnosci inzynierskiej, w tym jej wptywu
na $rodowisko i zwigzanej z tym odpowiedzialnosci za podejmowane decyzje. - [K_K02]

2. Potrafi wspétdziata¢ i pracowac w grupie, przyjmujac w niej rézne role. - [K_K03]
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Sposoby sprawdzenia efektow ksztatcenia

Ocena formujgca oraz podsumowujgca

Wyktad: Zaliczenie na podstawie kolokwium sktadajgcego sie z 5 pytan ogélnych punktowanych (zaliczenie w przypadku
uzyskania 51% punktéw: >50% ? dst, >60% ? dst plus, >70% ? db, >80% ? db plus, >90% punktéw ? bdb) przeprowadzane
na koniec semestru.

Laboratorium komputerowe: Zaliczenie na podstawie projektéw realizowanych w trakcie zaje¢ laboratoryjnych, odpowiedzi

ustnej z zakresu realizowanych prac badawczych. Aby uzyska¢ zaliczenie laboratoriéw wszystkie ¢wiczenia musza by¢
zaliczone. Oceniana jest forma oraz jakosé przygotowanych materiatéw (opis zagadnien, wyniki oraz analiza).

Tresci programowe

Wyktad:

. Budowa i zasada dziatania laseréw potprzewodnikowych wykorzystywanych w optycznych systemach pomiarowych
. Zjawisko interferencji Swiatta spojnego

. Podstawy klasycznej holografii, rodzaje holograméw oraz zastosowanie

. Podstawy holografii dynamicznej

. Optyczne pomiary chropowatos$ci i topografii powierzchni

. Pomiary topografii powierzchni w skali nanomikrometrycznej z wykorzystaniem optycznych systeméw pomiarowych
. Fotogrametria w systemach pomiarowych

. Optyczne skanery wspotrzednosciowe

0 N O O WDN PP

Laboratorium:

. Budowa i zasada dziatania laseréw stosowanych w optycznych systemach pomiarowych.

. Interferometria laserowa.

. Holografia i jej zastosowanie w optycznych systemach pomiarowych.

. Konstrukcje uktadéw szereograficznych.

. Optyczne pomiary chropowatos$ci powierzchni

. Pomiary topografii powierzchni w skali nanomikrometrycznej z wykorzystaniem optycznych systeméw pomiarowych
. Fotogrametria w systemach pomiarowych

. Optyczne skanery wspoétrzednosciowe.
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Literatura podstawowa:

1. K. Patorski, M. Kujawinska, L. Satbut, Interferometria laserowa z automatyczng analizg obrazu, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

2. B. Zietek, Optoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikotaja Kopernika, 2005.

3. Wspétrzednosciowa technika pomiarowa, Ratajczyk E., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
4. Metrologia wielkosci geometrycznych, Jakubiec W., Malinowski J., WNT, Warszawa, 2006

5. Metrologia nieréwnosci powierzchni metody i systemy, Wieczorowski M., Zapol, Szczecin. 2013

6. T. Luhmann: Close Range Photogrammetry. Principles, techniques and applications. Whittles Publishing, 2011, ISBN for
CD 978-184995-057-2, Print edition 978-1870325-50-9

Literatura uzupetniajaca:

1. W.E. Williams, Applications of interferometry, Methuen's monographs on physical subjects,1950.

2. R.W Cambpell, F.M. Mims, Semiconductors lasers, Howard W. Sams.

3. Th. Kreis, Handbook of Holographic Interferometry: Optical and Digital Methods, 2005.

4. Specyfikacje geometrii wyroboéw (GPS), Humienny Z. i inni, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004
5. Pomiary geometryczne powierzchni, zarysy ksztaftu, falistos¢ i chropowatos¢, Adamczak S., WNT, Warszawa, 2008
6. Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS), Humienny Z. i inni, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Czynnosé Czas (godz.)
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. Wyktad.

. Cwiczenia.

. Laboratoria.

. Konsultacje.

. Przygotowanie do ¢éwiczen oraz laboratoriow.
. Przygotowanie do egzaminu.

. Egzamin.

. Oméwienie egzaminu (wpisy ocen).
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Obciazenie praca studenta

forma aktywnosci godzin ECTS
t3czny naktad pracy 55
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 39
Zajecia o charakterze praktycznym 15
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